
新一代超高精度等級，高效率 
非接觸式外徑檢測雙軸向雷射測微器，
內建程式晶片和乙太網路/RS232/RS485  

傳輸介面等功能特性。
•  雙軸向雷射測微器
•  13x13mm量測區域
•  0.03μm重覆性精度
•  1200Hz掃描頻率
•  傑出的單次掃描重覆精度 
•  優越的線性精度
•  永久的機械式自我校準系統
•  尺寸構造結實
•  3年保固
•  完整可改編程控
•  可直接和PC、PLC及NC連線

線上非接觸式智慧型雷射測微器， 
它非常適合下列產品的外徑檢測：

•  擠壓成型管材及元件
•  抽拉金屬線材
•  醫療管材
•  電力電纜線及導線
•  光纖

XLS 13XY

                     智慧型雙軸向雷射測微器
              新一代超高精度外徑檢測系統



本公司保有對產品特性規格

修改之權利而不另行通知。

量測模式，使用標準應用程式

量測區域只有一個被測工件，
不透明體或透明體皆可。

量測數據指示：X軸向/Y軸向直徑值及被測
工件中心至X軸向/Y軸向掃描平面中心距離。

備註：其他量測模式允許  

         再安裝專用的應用程式。

量測程序  
立即數據顯示：當完成參數指令 n≧1，
掃描工件(n)次)完成後，立即顯示平均值數據。

接續數據顯示：當量測參數值 k≧1，立即數據顯示完成後， 
接續顯示平均值、最大值、最小值及偏差值(最大值-最小值)。

輸入/輸出埠
2組數位輸入埠/RS232和RS485，最大傳輸速率115.2k/
乙太網路10 Base-T/ALS 二進位視訊。

量測模式

Free-Running模式：立即顯示量測數據，連續不斷地處理群組
即刻數據並計算要顯示的終端數據。

On-Command, Single-Shot(下指令，單點式)：
在外部指令之後，只有計算1群組相關終端數據處理程序，
並顯示量測數據，此外部指令可以是在數位輸入埠
之上升電位(rising edge)或經由乙太網路之指令訊息。

On-Conmand,連續式：
經外部指令設定的整個時間間隔，處理所有量測完成即刻數據，
計算要顯示的終端數據，量測時間間隔經由在數位輸入埠邏輯
高電位設定，或經由乙太網路發出 開始/停止 訊息。

Auto-Sync：類似On-Command, Single-Shot單點式，
但此量測模式是依據量測狀態(當1個被測工件在量測區域)，
再經程控的延遲後自動啟動檢測。

This product conforms to the following standards:
21 CFR 1040.10 (USA) • CEI EN-60825-1; 2003-4-1 (EU)
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測微器型式 XLS13XY/200/A XLS13XY/200/B XLS13XY/1200/A XLS13XY/1200/B

量測區域 (mm) 13 x 13 (1) 4 x 4 (2) 13 x 13 (1) 4 x 4 (3) 

可量測直徑 (mm) 0.1 ÷ 10 0.03 ÷ 3 0.1 ÷ 10 0.05 ÷ 3 
解析度(可選擇) (µm) 10 / 1 / 0.1 / 0.01
核心線性精度 (4) (µm) ± 0.5 (5) 

線性精度 (全量測平面)     (6) (µm) ± 1.5 ± 0.8 ± 1.5  ± 0.8
線性精度 (縮小量測平面)   (7) (µm) ± 1 ± 0.5 ± 1 ± 0.5 
重複性精度  (T=1s, ±3σ)  (4) (μm) ± 0.15 ± 0.08 ± 0.05 ± 0.03
單點重複性精度 (±3σ) (μm) ± 0.75
光束接觸點   (厚,寬  ) (8) (mm) 0.1 x 4  0.04 x 0.1 0.05 x 4 0.05 x 0.1
掃描頻率 (Hz) 200 (X) + 200 (Y) 1200 (X) + 1200 (Y)
掃描速度 (m/s) 65 98
熱膨脹系數 (9) (μm/mm°C) -0.0180
電源供應 24 VDC;  0.3 A (1 A peak)
雷射光源 VLD (可視半導體雷射光源);  λ = 650 nm
外形尺寸 (mm) 292 x 137 x 49
重量 (kg) 2.5
操作溫度 (°C) 0 ÷ 50
貯藏溫度 (°C) -20 ÷ +70
大氣濕度 最大 85% (無露點)

海拔 (m) 0 ÷ 3000 高於海平面

防護等級 IP65 (光學玻璃視窗除外)

ALS 模式規格, 需要和 CE-10 或 IBU-10 控制器單元外部連接使用 

ALS 相容型式 ALS13XY/100/A ALS13XY/100/B
解析度(可選擇) (μm) 10 / 1 / 0.1
線性精度 (全量測平面)  (6)      

重複性精度  (T=1s, ±3σ) 
(μm) ± 2 ± 1
(μm) ± 0.3 ± 0.2

單點重複性精度 (±3σ)
 

(μm) 無

掃描頻率 (Hz) 100 (X) + 100 (Y)
掃描速度 (m/s) 65
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備註說明：

(1)�若直徑≧0.3 mm； 
則量測區域為13 x 13 mm。
若直徑 ≦0.3 mm；則依照比例  
縮小到4 x 4 mm(截至直徑 = 0.1 mm)。

(2)�若直徑 ≧0.1 mm; 
則量測區域為 4 x 4 mm。
若直徑 ≦ 0.1 mm;則依照比例縮小到
1 x 1 mm(截至直徑 = 0.03mm)。

(3)�若直徑 ≧0.1 mm;
則量測區域為 4 x 4 mm。
若直徑 ≦ 0.1 mm;則依照比例縮小到 
1 x 1 mm(截至直徑 = 0.05mm)。
 
(4)�是依據平均直徑值
(X+Y)/2來計算。.

(5)�若直徑≦1 mm;則線性精度為± 0.5μm； 

若直徑≧1 mm;則線性精度為± 1μm。m

(6)�精度檢測依據：
利用標準圓柱規
(A型: Φ = 3 mm,  B型: Φ = 1 mm)
移動通過XY掃描平面核心區域時
所測得平均直徑的最大偏移量。 

(7)�當A型測微器量測區域為 5 x 5mm 
B型測微器量測區域為 2 x 2mm。  

(8)�較小尺寸值是指雷射光束

接觸點的厚度或直徑。

(9) 代表性數據,由於常溫變化

造成量測數據有漂移傾向狀態，
當量測標準圓柱規時，
熱膨脹係數是無作用(INVAR)。


